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研究背景・目的

結言

・増分加算型変形計測法を適用することでひずみが50%程度の大変形、12°程度の大回転時においても変形ひずみ計測が可能
であることを確認した。
・ 本手法を適用することでひずみゲージでは困難であった全視野にわたる多軸ひずみ状態のひずみ計測が計測可能になった。

今後の展望

・連続画像の特徴を活かして振動時、塑性時におけるひずみ場への応用を行う。
・ ゴム材料等の柔軟材料のき裂進展メカニズムについて検討する。
・ しま状のひずみ分布に関する考察を行う。
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画像処理による変形計測のみでの照合結果
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変形、回転が大きい部位において画像照合ができていない!!
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変位計測結果

ひずみ計測結果

増分加算型変形計測法
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試験片形状寸法

・変形ひずみ挙動を把握するために、多点計測、精細
計測を行うこと、多軸ひずみ状態を把握することは非
常に重要

・柔軟材料への金属ひずみゲージの適用が不可能なの
で、き裂先端部などひずみ集中部の計測ができない

ゴム材料等の柔軟材料のひずみ計測の現状

背景 本研究の流れ

増分的に解析を行うため大変形・大回転時における変位・ひずみ計測が
可能であり、振動問題、塑性問題にも適用可能であると考えられる
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増分加算型変形計測法による変位・ひずみ計測システム

大変形・大回転時における変位・ひずみ計測

画像処理による変形計測法が有効
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12°を越える大回転時
でも変位計測が可能

ひずみゲージを用いた計測法に比べ

・非接触・全視野(多点)計測が可能

・顕微鏡画像を用いることで細部の
計測が可能

・全視野にわたり多軸計測が可能

・計測システムが簡易

画像処理による変形計測法の特徴

デジタルカメラの画素数
の増加に伴って変位の分
解能が上がるため、将来
性のある手法である
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画像照合

{ε}=[B]{u}よりひ
ずみを算出

提案システムの流れ
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変形前画像と最終変形画像での変位量
{ΔU}={Δu1}+{Δu2}+{Δu3}・・・+{Δun}

対応点を追跡

サブピクセル処理を施した画像照合法を連続的に適用する
ことにより、変位{Δu1}、 {Δu2}、{Δu3}・・・ {Δun}を計測

サブピクセル画像照合法

対応点(サブピクセル単位)

ピクセル単位での対応点bjを基準にそ
れと隣接する点(x方向3×y方向3)の
輝度相関値から最小二乗曲面を作成
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問題点

大変形・大回転時においては、画像照合が困難

・大変形・大回転時における変位・
ひずみの計測
・全視野にわたるひずみ計測
・多軸状態におけるひずみの計測

増分加算型変形計測法の開発

本研究の目的

大変形・大回転時における変位・ひずみ計測

全画素について繰り返し適用
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各々の領域の輝度相関値 Rij(ai,bj)を
残差自乗和相関により求める｡

比較する画像領域 A(ai), B(bj)を同
サイズ dx×dy で設定(dx,dyは10
～100程度)

比較画像の画像領域 B(bj) をずらし
ながら順次設定

輝度相関値Rijが最大時における B(bj)

の中心位置bj(xi+Δx,yi+Δy)が対応

点（ピクセル単位）となる。
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